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近年，工業計測や自動運転技術に資する測距
技術として光計測が注目され，盛んに研究が行
われている．光を用いた測距にはパルス光によ
る手法と連続光による手法がある．パルス光を
用いた手法には主に飛行時間法（ToF: Time of
Flight）があり，連続光による手法には強度変調
型（AMCW: Amplitude-Modulated Continuous-
Wave）や周波数変調型（FMCW: Frequency-
Modulated Continuous-Wave）などの方式があ
る．連続光による測距ではコヒーレント検波
が広く用いられており，AMCW法では参照光と
信号光の位相差の検出，FMCW法では参照光と
信号光のビート周波数の検出により測距を行う．
これらの連続光による測距手法は，ToF 法など
パルス光を用いた手法よりも高精度な測距が可
能であるが，種々の条件によってその性能は制
限される．

FMCW法 [3]では一般に光周波数が時間軸上
で三角波や鋸波などのように線形に変調されて
いることを仮定し，ビート周波数の周波数解析
により距離を算出する．しかし実際には光周波
数の変調に非線形性が生じることで測距精度が
低下してしまう問題があり，この非線形性を補
償する必要がある．FMCW法の非線形性補償に
はハードウェア [1] による補償とソフトウェア
[2]による手法があり，それぞれについて研究が
進んでいる．本研究では，図 1 に示す系におい
て約 1mの光路長差を測定する実験を行い，ソフ
トウェアによる掃引非線形性の調査および補償
手法の検討及び最適化を行った．実験に用いた
光源 [4] は，Micro-Electro-Mechanical Systems
(MEMS)スキャニングミラーを用いた外部共振
器レーザーであり，正弦波状の掃引特性を持つ
ため非線形性の影響を大きく受ける．この光源
に内蔵された Fabry-Perot エタロンフィルタか
ら周波数変調光源の掃引情報を取得し，オフラ
インデータ処理を用いたフィッティングにより
非線形性を推定することでこの非線形性を補償

した（図 2）．これにより，掃引非線形性の補償
手法の原理検証と検討，及び最適化を実験と共
に行った．その結果，掃引非線形性の補償に成
功した．これにより，FMCW法による中距離に
おける高精細な測距が可能となることが期待で
きる．

図 1 実験に用いた干渉計

図 2 周波数スペクトル（左）補償前（右）補償後
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